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NATIONAL FOREWORD

Kéesolev Eesti standard EVS-HD 617 S1:2003
sisaldab Euroopa standardi HD 617 S1:1992
ingliskeelset teksti.

Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse
15.01.2003 kéaskkirjaga ja jdustub sellekohase
teate avaldamisel EXS Teatajas.
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Standard on kéttesaadav%ti
standardiorganisatsioonist. ~¢)

This Estonian standard EVS-HD 617 S1:2003
consists of the English text of the European
standard HD 617 S1:1992.

This standard is ratified with the order of
Estonian Centre for Standardisation dated
15.01.2003 and is endorsed with the notification
published in the official bulletin of the Estonian
national standardisation organisation.

The standard is available from Estonian
standardisation organisation.
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CENELEC members are bound to comply with the CEN/@RNELEC Internal Regulations
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HD 617 81:1992

FOREWORD

The CENELEC questionnaire procedure, performed for finding out whether
or not the International Standard IEC 1025:1990 could be accepted
without textual changes, has shown that no common modifications were
necessary for the acceptance as Harmonization Document,

The reference document was submitted to the CENELEC members for formal
vote and was approved by CENELEC as HD 617 S1 on 15 September 1992.

The followiﬁgidates were fixed:

- latest date o nouncement

of the HD at n%#3onal level (doa) 1993-03-01
- latest date of p jcation of

a harmonized natio standard {dop) 1993-09-01

- latest date of withdr@é‘of

conflicting national s ards {dow) 1993-09-01

*
®
Annexes designated "normative"@re part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is orsative.

24

ENDORSEMQ&? NOTICE
®
The text of the International Standard 1025:1990 was approved by
CENELEC as a Harmonization Document withag:;any modification.
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ANNEX ZA (normative)
OTHER INTERNATIONAL PUBLICATIONS QUOTED IN THIS STANDARD

WITH THE REFERENCES OF THE RELEVANT EUROPEAN PUBLICATIONS

When the international publication has been modiflied by CENELEC commaon
modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

TEC
Publication Dat Title EN/HD Date
50(191) 1990j/r‘ternatlonal Electrotechnical - -
cabulary (IEV)
Ch@ter 191: Dependability and quality
of vice
br7-12 1983 Graphlé;i symbols for diagrams - -
Part 1

Zf:ainary logic elements
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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des édition?«isées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés és Comités nationaux de la CEI et

dans les documents ¢j ous:

e Bulletin de la &gl
® Annuaire de la CQI

Publié annuellemeno
e Catalogue des public%s de la CEI
Publié annuellement et m %ur régulierement

Terminologie | @

En ce qui concerne la terminologie généra?&g lecteur se
reportera & la CE| 50: Vocabulaire Electrotecifhjgue Inter-
national (VEl), qui se présente sous forme chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. De ptails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur deMande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL. ;é

Les termes et définitions figurant dans la présente publi@

cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électro-technique;

— la GEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

—~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
€ation have either been taken from the IEV or have been

®oecifically approved for the purpose of this publication.

éa’phical and letter symbols

For\%%cal symbols, and letter symbols and signs

approvi the IEC for general use, readers are referred to

publicatiol ®

- IEC Zf‘ fter symbols to be used in electrical
technolog

- 1EC 41:{&raphica/ symbols for use on
equipment. Ind urvey and compilation of the

single sheets; §
— |EC 617: Graph. ﬂmbo/s for diagrams;

and for medical electrical equi@g

— |EC 878: Graphical sy ‘or electromedical
equipment in medical practic

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ANALYSE PAR ARBRE DE PANNE (AAP)

A
%
(0 4

1) Les décisions ou act@ officiels de la CE! en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol é aprésentés tous les Comités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment
dans ia plus grande me¢ ossible un accord international sur les sujets examinés.

AVANT-PROPOS

2) Ces décisions constituent recommandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager I'uni?ﬂﬁoo internationale, fa CEl exprime le voeu que tous les Comités
nationaux adoptent dans leurs réglof tionales lo texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure
ol les conditions nationales le perm&&it. Toute divergence entre ia recommandation de la CEl et la Régle
nationale correspondante doit, dans I@esure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

derniére.
o)

4

S

La présente norme internationale a été étz&e par le Comité d’Etudes n° 56 de la CELl
Fiabilité et maintenabilité. ' e

Le texte de cette norme est iséu des documents@ants:

2

A%
Régle des Six Mois Rapport de vote Procédu&&ﬁ\Deux Mois Rapport de vote
56(BC)121 56(BC)129 ss(BEnf% 56(BC)139

"s

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnerubute information sur les
votes ayant abouti & I'approbation de cette norme. ’ 6\

L'annexe A, Symboles, est normative et fait partie intégrante de la présﬁe‘ norme interna-
tionale.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FAULT TREE ANALYSIS (FTA) =~

A
%

FOREWORD
(0 4

1) The formal decisions or agr
which all the National Commi
possible, an international conse

nts of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
having a special interest therein are represented, express, as nearly as
of opinion on the subjects dealt with.

2) They take the form of recommen

s for international use and they are accepted by the National
Committees in that sense.

should adopt the text of the IEC recommendatipn for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC reédmmendation and the corresponding national rules should, as
far as possible, be clearly indicated in the latte

<
®

This International Standard has been prepare% IEC Technical Committee No. 56:
Reliability and Maintainability. a

3) In order to promote international unificdgéio the IEC expresses the wish that all National Committees

The text of this standard is based on the following docm@&ts:
Six Months’ Rule Report on Voting Two Months’ Proé% Report on Voting

56(CO)121 56(C0)129 56(C0O)133

G) 56(C0)139

PN

o)

Fult information on the voting for the approval of this standard can beﬁ in the Voting
Reports indicated in the above table. :

Annex A: Symbols, is normative and forms an integral part of this International Q&dard.
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INTRODUCTION

Il existe plusieurs méthodes d’analyse de la slrete de fonctionnement, dont 'analyse par
arbre de panne (AAP). Avant d’entreprendre une analyse par arbre de panne, I'analyste
devra étudier les objectifs de chaque méthode ainsi que les possibilités d'utiliser ces
méthodes, seules ou combinées a d’autres, pour évaluer la fiabilité et la disponibilite d’'un
systéme ou d’'un composant. Il devra également tenir compte des résultats que chaque
méthode pourra apporter, des données dont il aura besoin pour effectuer I'analyse, de la
complexité d){’analyse ainsi que d’autres facteurs indiqués dans cette norme.

L’'analyse pa%’hre de panne sert & déterminer et a analyser les conditions et les facteurs
qui produisent contribuent a produire un événement indésirable défini, c’est-a-dire,
habituellement, u énement qui influe notablement sur le fonctionnement du systéme,
sur les paramétres @onomiques, la sécurité ou d’autres caractéristiques requises. L'AAP
est souvent employé ns les analyses pour la sécurité des systemes.
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INTRODUCTION

Several analytical methods of dependability analysis are available, of which fault tree
analysis (FTA) is one. The purpose of each method and their individual or combined
applicability in evaluating the reliability and availability of a given system or component
should be examined by the analyst before starting the FTA. Consideration should also be
given to the results available from each method, data required to perform the analysis,
complexity of analysis, and other factors identified in this standard.

A

Fault tree analysis§ toncerned with the identification and analysis of conditions and fac-
tors which cause org&ntribute to the occurrence of a defined undesirable event, usually
one which significantl ects system performance, economy, safety or other required
characteristics. FTA is% applied to the safety analysis of systems.
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ANALYSE PAR ARBRE DE PANNE (AAP)

1 Domain)\d’application

La présente@me internationale contient une description de 'analyse par arbre de panne
ainsi que quefgfies directives sur son application:

- en définis les principes de base;

- en fournissan{Ta procédure & suivre pour réaliser une analyse;

- en spécifiant hypothéses appropriées, les événements et les modes de
défaillance;

- enindiquant les rég%ie repérage et les symboles.

*

®
2 Références normatives

S

Les normes suivantes contiennent ispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositionsd%es pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les édition Eiguées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette & révision et les parties prenantes accords fondés sur la présente Norme inter-
nationale sont invitées a rechercher la posas'%éed’appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-aprés. Les membre la CEl et de I'ISO possédent le registre
des Normes internationales en vigueur actueller@.

CEIl 50(191): 1990, Vocabulaire Electrotechnique In@')ational (VEI), Chapitre 191: Sareté
de fonctionnement et qualité de service. &

S

CEl 617-12: 1983, Symboles graphiques pour schémaf ouziéme partie: Opérateurs
logiques binaires. O,

2

3 Définitions 6\

Les termes et les définitions sont conformes au Vocabulaire Electrote@e International
(VEI), Chapitre 191.

4 Symboles

La représentation de Parbre de panne requiert I'utilisation d’'un ensemble cohérent de
symboles, de repéres et de libellés. Les régles détaillées sont données dans I'article 8 et
dans 'annexe A.



1025© IEC -9-

FAULT TREE ANALYSIS (FTA)

1 Scope

A

This International éﬁndard describes fault tree analysis, and gives guidance on its applica-
tion, as follows: {p

- by defining basi ciples;
by providing the st ecessary to perform an analysis;

by identifying approp assumptions, events and failure modes;

by providing identification%s and symbols.

.

®
2 Normative references

The following standards contain provisions g#hjich, through reference in this text, constitute
provisions of this International Standard. At t%time of publication, the editions indicated
were valid. All standards are subject to revisidaY,and parties to agreements based on this
International Standard are encouraged to invesffgafe the possibility of applying the most
recent editions of the standards listed below. Men@ s of IEC and ISO maintain registers
of currently valid International Standards. é

IEC 50(191): 1990, International Electrotechnical Vocabularp(IE V), Chapter 191: Depend-
ability and quality of service. : Vo

IEC 617-12: 1983, Graphical symbols for diagrams, Part 12: Bin%gic elements.

og

2

3 Definitions 6\

Terms and definitions are in accordance with International Electrotechnic abulary
(IEV), Chapter 191, &ff

4 Symbols

The graphical representation of the fault tree requires that symbols, identifiers and iabels
be used in a consistent manner. The detailed rules are given in clause 8 and annex A.





